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Espectrometria de massa de ions secundarios (SIMS) é uma poderosa técnica para se analisar a
composigao de superficies solidas dos materiais [1]. Nessa técnica, ions secundarios sdo debastados
do material alvo por um feixe de ions primario com massa e energia bem definidos num processo
conhecido como sputtering. O uso de feixes primarios com alta energia (MeV) em comparagao com
baixas energia (KeV) diminui a fragmentagéo de moléculas e aumenta a quantidade de material ejetado
[2]. Para a deteccédo dos ions secundarios, pulsos de alta voltagem extraem tais ions para um tubo
aterrado (livre de campo elétrico) onde uma lente eletrostatica os direciona para o detector apos
passarem por um espelho eletrostatico. O tempo percorrido desde o pulso de extragdo até a detecgéo é
medido com resolugdo abaixo de nano-segundo. Uma nova linha para MeV-SIMS foi recentemente
implementada no Laboratério de Implantacao Iénica [3]. Para estudar as propriedades do uso de feixes
primarios continuos, criamos uma ferramenta de simulagdo computacional da técnica. Nessa
ferramenta, abstraimos o experimento de modo a conseguir estimar os tempos de véo das particulas
ejetadas com erro inferior a 0,3%. Binagem e estatistica foram otimizadas, mantendo o programa com
rapida execugao, além da implementagcdo de uma distribuicdo de velocidades coerente com a de
Maxwell-Boltzmann. Com isso sera possivel analisar fatores como eficiéncia do detector e efeitos da
geometria do feixe implementando. Com o desenvolvimento do sofware, ndo & descartada sua

utilizagdo como aplicagéo de Web disponivel para a comunidade académica.
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